DUMLUPINAR UNIVERSITESI
SOSYAL BILIMLER DERGISI
58. Sayi/Ekim 2018

ARASTIRMA VE GELISTIRME HARCAMALARININ PATENT BASVURU SAYILARI
UZERINDEKI ETKIiSi: SECILI OECD ULKELERiI UZERINE
BIR UYGULAMA!
Siileyman Emre OZCAN?

Pmar OZER3
Oz

Bu cahsmada secili Ekonomik Isbirligi ve Kalkmma Orgiitii (OECD) iilkeleri icin 1995 — 2013 yillik verileri
kullanilarak arastuma ve gelistirme (Ar-Ge) harcamalarmmn patent basvuru sayilan tizerindeki etkisinin tahmin
edilmesi amaglanmaktadir. Bu dogrultuda degiskenler arasindaki uzun donemli iliskinin varligini ortaya koymak tizere
Westerlund Panel Esbiitiinles me yaklagim ile uzun ve kisa donemli katsayilari tahmin etmek amaciyla Ortalama Grup
Tahmincisi (MGE) ve Havuzlanmig Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yontemleri kullanilmistir. Esbiitiinlesme testi
degiskenler arasmda uzun donemli iligkinin oldugunu gostermigti. Uzun donemde arastrma ve geligtirme
harcamalarinin patent bagvuru sayilan tizerindeki etkisinin pozitif oldugu bulunmustur.
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Abstract

In this study, it was aimed to estimate the effect of research and develeopment (R&D) expenditures on number of
patent applications using annual data from 1995 to 2013 for selected Economic Cooperation and Development
Organization (OECD) countries. Accordingly Westerlund Panel Cointegration approach for the purpose of
determining long run relationship among variables, Mean Group Estimator (MGE) and Pooled Mean Group Estimator
(PMGE) methods with the aim of estimating long and short - run coefficients were used. The cointegration test
illustrated that there was a long-run relationship between the variables. The effect of research and development
expenditures on number of patent applications was found to be positive in the long run.
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Giris

Inovasyon, 20. yiizyiln ortalarmdan itbaren iktisadi gelismenin temel kosullarindan olan, iilke ve
firmalarin rekabet giiciinii belirleyen en dnemli unsurlarmdan birisi haline gelmistir. Inovasyon
sadece uluslarin zenginligini, refahmi arttrmakla kalmaz aym zamanda nsanlar tarafindan daha
onceden yapilamamis seylerin yapilarak kisilerin yasam kalitesini, tiiketim diizeylerini de
etkilemektedir. Bu kapsamda movasyon, lilkelerin refahmi arttwrmasi, bireylerin yasam kalitesini
etkilemesi, iilke ve firmalarin rekabet giiciinii belirlemesi agismdan onemlidir (Freeman & Soete,
2004). inovasyon ile iiriiniin niteligi veya Ozellikleri iyilestirilerek ya da iiretim verimliligi
arttrilarak toplumlarin  hayat standardi yiikseltilicken ve devammnda mevcut endiistrilerde
gerceklesen verimlilik artisi ile ulusun uluslararasi pazarlarda rekabet gilicii de artmaktadr (Goker,
2003).

[novasyon, yeni bilginin basarih bir sekilde gelistirilmesi ve uygulanmasi olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle mnovasyon, icattan farkh bir kavramdr. Bu tanm ile movasyonun
aragtrma siirecinde kullanilan biiyikk ¢caph girdilerden ¢ok daha fazlasma gerek duyduguna vurgu
yapimaktadir. Uygulamada ise inovasyon, temel aragtrmalardan (Ar-Ge) prototiplerin
gelistirilmesine, icatlarm (patentlerin) kaydedilmesine ve nihai ticari uygulamalara kadar pek cok
farkl aktiviteyi kapsayan bir siire¢ olarak goriilmektedir (Jaumotte & Pain, 2005).

Inovasyonun hangi parametrelerle 6lciildiigii literatiirde sikhkla tartisilan bir konudur. Fakat
inovasyon girdisi olarak en yaygmn kullanilan 6l¢ii Ar-Ge harcamalar1 ve Ar-Ge personel saysidir.
Patent bagvuru sayis1 ise mnovasyon ciktis1 olarak sikhkla kullanilan bir parametredir. Bunun
yaninda baz icatlar Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya ¢ikmamasina karsm bunlar igin patentler
almabilmekte veya ticari yenilikler, patentlere ya da Ar-Ge'ye yanstilmayan tasarim ve ticari
markalar gbi bir¢ok fikri icerebilmektedir. Biitlin bunlara karsm mnovasyon siirecinin tiim farkh
asamalar (arastrma, gelistirme, patentlendirme ve uygulama) arasinda pozitif ampirik bir ilisk inin
oldugu kabul edimektedir (Jaumotte & Pain, 2005). Ciinkii patentin ortaya c¢ikis siireci
incelendiginde fikir Ar-Ge faaliyetleri sonucunda inovasyonu dogurabilir ve inovasyon sahibi
patent ile belirli bir siire i¢cin sahip oldugu icadi iretme, kullanma, dagitma, ithal etme veya satma
hakki elde etmektedir. Boylelikle Ar-Ge'yi etkileyen politkalarin Oniimiizdeki yillarda patent
diizeyinde bir etkisi olacaktr. Ar-Ge’den patente dogru bu iliski birgok teorkk (Griliches, 1990;
Jaffe, 1986) ve ampirik literatir (Bound vd., 1984; Hall, Griliches, & Hausman, 1983; Hall,
Griliches, & Hausman 1986; Kondo, 1995; Pakes & Griliches, 1984; Soete & Wyatt, 1983)
tarafindan agiklanmustir. Literatirdeki bu ¢ahsmalara gore Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak
ayrilmas1 inovasyonu tesvik ederek patent faaliyetlerini arttracak ve inovatif iirlinlerin iiretimesi
sonucunda toplam faktor verimliliginde artis gozlenecek; devammda ekonomik biiylimeye olumlu
yonde yansiyacaktir.

Bu calgma, Ar-Ge harcamalar1 ile patent basvuru sayisi arasmdaki iliskiye odaklanmaktadir. Bu
iliskinin yeni ekonometrik yontemlerle - Westerlund Panel Esbiitinlesme Testi, Havuzlanmis
Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) ve Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) - arastwmilmasi ile
mevcut literatiire katki saglanacagi distiniilmektedir. Bu dogrultuda cahgmada oncelikle Ar-Ge ve
patent arasmdaki iliski aciklanacaktir. Devaminda ilgili literatir ve cahsmada uygulanilan
ekonometrik modeller sunularak; uygulanilan yontemler sonucu elde edien sonuglar
paylasilacaktir.
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1. Ar-Ge - Patent Iliskisi

Inovasyon, fiiriinlerin arastrma laboratuvarindan fabrikaya cesitli siireclerden ge¢mesiyle ortaya
cikmaktadwr. Sekil 1, bilgi dretimi, {retim siireclerinin iyillestirilmesi ve yeni ({irtinlerin
gelistirilmesi de dahil olmak {lizere bir dizi parametre kullanarak movasyon ciktlarmm nasil
Olgiilebilecegini ve firmalar tarafindan patent bagvurusunun inovasyonun ortaya ¢ikis siirecinin
hangi asamasinda yapildigini gostermektedir. Buna gore patent bagvurusu;

e Ar-Ge laboratuvarinda beliren mevcut bilgi stoku ve tagmalar ile Ar-ge mithendislerinin
tirettigi yeni bilginin akabinde yapilabilmekte,

e Yeni bilgi ile emek ve sermaye mallarinin birlikte kullanilarak Ar-Ge miihendislerinin de
dahil oldugu firiin tasarm i¢cin yapilabilmekte ya da

e Tasarlanan movatif iirliniin {iretimi asamasmda gerceklesebilmektedir.

Sekil 1: Inovasyonun Ortaya Cikis Siireci ve Olgiilmesi

Aim
Slmllas / W wna Upmmlenn

.I:a\-t >\\ / . ;,.T ...... ;n

Pl Stako T apanna Las

Ag=Cig Labsyatuiyar

Kaynak: (Wakasugive Koyata, 1997, 5.385)

Inovasyon c¢iktilar1 genellikle toplam faktdr verimliligindeki (TFV) degisimle olciilmekte fakat
TFV’nin hesaplanmasinda yalmzca teknolojik bilgi i¢erilmemekte; aym zamanda sermaye stoku
ve isgiicli gbi girdilerdeki nitel iyilesmeler ile makroekonomik kosullardaki degisiklikler de
hesaplamada yer almaktadwr. Bu yiizden TFV, movasyon c¢iktisii Olgmede uygun bir gisterge
olmayabilir. Inovasyon ciktilarinin &lgiimiinde kullanilan bir difer parametre ise patent basvuru
sayisidrr. Arastrma laboratuvarinda ve fabrikadaki her bir mnovatif ¢ikti bilgi seklinde ortaya
cikmaktadwr. Firma, rakip firmaya kolayca aktaridabilen bu bilgiyi patent bagvurusunda bulunarak
koruyabilmektedir. Bu yiizden patent bagvurusu bilgi formunda ortaya ¢ikan movatif ¢iktiy1
koruma islevi gormektedir. Patent bagvuru sayisi TFV’nin Olgme hatalarmin tstesinden geldigi
icn movatif ¢iktmin vekil degiskeni olarak diistiniilmektedir. Bunun yaninda patent basvuru
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sayllarmi inovasyon ¢ikti dlgiisii olarak kullanmak baz problemleri dogurabilir. Oncelikle biitiin
patentlerin aym degere sahip oldugu diistiniilemez. Kimisi 6nemli Olgiide novasyonu yansitirken
kimisi smirh Olglide movasyonu yansitabilmektedir. Baz patentlerin koruma stiresi ise daha
kisadr. Bir firmanin patent bagvurusu egilimi; patentin koruma kapsammdaki (patent genigligi),
patent siiresindeki veya patent kayit licretindeki degisikliklerden etkilenebilir. Fikri miilkiyet
haklarmin korunmasina iliskin patent sisteminin etkinli§inin tiim endiistrilerde aym olmamasindan
dolay1 patent bagvuru egilimi endiistriden endistriye farkhlk gostermektedir. Biitin bu
eksikliklerine ragmen patent bagvuru sayisi, inovatif bilginin {iretimini Slgmede faydali bir
gostergedir (Wakasugi & Koyata, 1997).

Ekonometrik analizde patent verilerinin inovasyon c¢iktist icin vekil degisken olarak kullanilmasi
Scherer (1965) ve Schmookler (1966)'m analizine kadar uzanmaktadir. Ar-Ge ve patent iliskisi
tizerine bir¢ok teorik (Griliches, 1990; Jaffe, 1986) ve ampirik literatiir (Bound vd., 1984; Hall,
Griliches, & Hausman, 1983; Hall, Griliches, & Hausman 1986; Kondo, 1995; Pakes & Griliches,
1984; Soete & Wyatt, 1983) nedenselligin yoniiniin Ar-Ge’den patente dogru oldugunu
varsaymakta ve literatiirdeki bu ¢alismalara gore daha fazla Ar-Ge yatwrimi daha fazla patentleme
lle sonuglanmaktadir. Nedenselligin bu yonii Ar-Ge — patent ilisgkisini inceleyen cahsmalarda
sklkla iizerinde durulan bir konudur. Bu dogrultuda bilgi iiretimi srasmda c¢ogunlukla Ar-Ge
harcamalari, birikmis sermaye veya Ar-Ge personel saysi ile Olgilen Ar-Ge faaliyetleri,
inovasyona yol agan yeni teknolojik ¢Oziimlerin gelistirilmesinde ve yeni temel bir bilgiyi
aragtrmada temel girdi unsurudur. Bu sebeple patentler yaratict faaliyetin ara ¢iktis1 olarak
algllanabilir (Pakes & Griliches, 1984).

Pakes ve Griliches (1984) calsmada bilgi tiretim fonksiyonu gelistirmislerdir. Bilgi iiretim
fonksiyonu, ekonomik bir degeri olan teknolojik bilginin Ar-Ge harcamalarini icatlara nasil
doniistiirdliglinii gosterir. Patentler icadin dogrudan ve nicel gostergesi olarak kabul edilmistir. Bu
yizden c¢ahsmada patentlerin yaratici faaliyetleri yansittigt One siiriilirken Pavitt (1985),
“patentlerin yalmzca yaratici faaliyetleri de8il aym zamanda movatif faalyetleri de yansittigini”
ileri stirmiistiir (S. 82). Bu ¢alismalar, Ar-Ge ve patent arasmda poztif bir ilisgkinin oldugunu ifade
eder ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrmak daha fazla mnovasyon ve patent
faaliyetlerine yol acgacaktir.

I¢sel biiyiime literatiiriinde teorik modeller patentlere dayanan eksik rekabet piyasa yapisi iizerine
mnsa ediimis olup patentleme degerhi bilginin basarili iiretiminin sonucu olarak kabul edilmistir.
Oyle ki patentleme Ar-Ge faaliyetlerinin dogrudan bir fonksiyonudur. Patentler 6zel kesim Ar-Ge
yatrimlarinda getiriyi garantileyen ana unsurdur. Ar-Ge yatrmmlarma kaynaklarm ayrilmasi
bilginin iiretiimesine yol agmakta ve dyle ki bu bilgi ilerde patentlenebilir.

Schmookler (1966)’'in Talep Cekmesi Hipotezi (Demand Pull Hypothesis) ve Schumpeter
(2003)’in Teknoloji Itmesi Hipotezi (Technology Push Hypothesis) patent ve Ar-Ge arasmdaki
nedensellik iligkisininin Ar-Ge’den patente dogru oldugunu varsaymaktadir. Bu cahsmalarin her
ikisi de patenti inovasyonu Olgmek icin kullanmasina ve Ar-Ge cahsmalarini girdi olarak kabul
etmesine karsm iki galisma arasmda firmalari arastrma yapmaya tetikleyen faktorler arasmda
farkhilik vardr. Sozii edilen bu caligmalarda amag: (1) movatif cahsmalarin, piyasa uyaranini
tahmin etmek {izere veya ona tepki olarak kanalize edilp edimedigini veya (2) Ar-Ge
caligmalarmin yeni teknolojik bilginin olusmasina neden olup olmadigini, (3) movasyonun yoniinii
belirleyen unsurlar1 anlamaktwr. Her ki durumda da, Ar-Ge patent iliskisine yonelik varsaymm, Ar-

Ge'nin daha fazla patentlenmeye yol agmasi yoniindedir ve yine pozitif bir korelasyon oldugu 6ne
strilmektedir (Almeida & Teixeira, 2007).

Sonug olarak, Ar-Ge patent iliskisi iizerinde duran literatiirdeki teorik cahsmalar iki degiskenin
birbiriyle pozitif iligkili oldugu ortak kamisma varmustw. Diger bir ifadeyle ¢ahsmalarda daha fazla
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(daha az) Ar-Ge faaliyetlerinin daha fazla (daha az) patentleme faaliyetleri ile yanstilmasi sz
konusu faaliyetlerin birbirlerini tamamladiklarini gostermektedir (Dosi, Pavitt, & Soete, 1990).

2. Literatiirdeki Ampirik Cahsmalar

Geleneksel yaklasimin aksine — Ar-Ge’den patente dogru iliski — patentin Ar-Ge iizerinde yol
acabilecegi potansiyel etkileri agikhga kavusturan ¢ahsmalar da vardr: Almeida & Teixeira, 2007;
Bessen, 2004; Miller, Benjamin, & North, 2012; Shapiro, 2001; Stiglitz, 1999; Weil, 2009. Fakat
bu calismada Ar-Ge harcamalarinin patent basvuru sayist lizerindeki etkisi arastirildigi icin bu
kisimda yalmizca ilgili ampirik literatiire yer verilmistir.

Hall, Griliches, ve Hausman (1983), 1972 — 1977 yillar1 arasmda Amerikan imalat sektoriindeki
738 firmaya ait Ar-Ge ve patent verilerini kullanarak s6z konusu iki faaliyet arasmdaki iliskiyi
Dogrusal Olmayan EKK ve Poisson regresyon modelleri ile arastrmislardw. Ar-Ge harcamalari
ve patent bagvuru sayilar1 arasmda istatistiki olarak anlamli pozitif bir iliski bulunmus olmasina
karsm Ar-Ge ve patent arasmda istatistiki olarak anlamli  zaman gecikmesi iliskisine
rastlinmamistir. Bagka bir ifadeyle firmalarin Ar-Ge harcamalarindaki degisimleri, patent basvuru
sayllarindaki degisimlere annda yansidigi sonucuna varilmistir.

Soete ve Wyatt (1983), ulusal Ar-Ge yogunlugu ie ABD, ingiltere, Almanya, Fransa ve
Japonya’daki yabanci patent yogunlugu arasmdaki iliskiyi incelemislerdir. Analize dahil edilen 20
OECD fikesine ait 1977 yih kisi basma Ar-ge harcamalar1 verisi ile kisi basma yabanci patent
sayis1 verisi kullanilarak yatay kesit analizi yapilmistir. Ekonometrik analiz sonucunda iilkelerin
kisi basma Ar-Ge harcamalarindaki artism ABD, Ingiltere, Almanya, Fransa ve Japonya gibi bes
onemli teknoloji iilkesinden alman patent sayisini (yabanci patent saywsi) arttirdigi bulgusuna
ulagilmstir.

Bound vd. (1984), 2582 Amerikan firmasina ait patent ve Ar-Ge verilerini kullandiklar1 ¢ahsmada
EKK, Poisson, Negatif Binom ve Dogrusal Olmayan EKK regresyon modellerinden yararlanarak
Ar-Ge faaliyetinde bulunan biitiin firmalarin degil yalmzca bir kisminin patent aldigin1 saptanuglar
ve Ar-Ge’den patente dogru giiclii poztif bir iligkinin oldugunu tespit etmiglerdir. Ar-Ge yapan
kiiciik firmalar, bliyik firmalara gore 1 dolarhk Ar-Ge bagma daha fazla patent alma egiliminde
olup yaklagik 1 veya 2 milyon $ 'dan daha biiylik Ar-Ge programlarina sahip sirketlerde ise bu iki
faaliyet arasindaki iliski Olgege gore sabit getiri olarak tespit edimistir. Ancak Ar-Ge programlari
100 milyon $’dan daha fazla olan firmalarda Ar-Ge patent arasmdaki iliski Olgege gore azalan
getiri ile karakterize edimistir.

Pakes ve Griliches (1984), 1968 - 1975 yillar1 arasmda 121 Amerikan firmasina ait patent ve Ar-
Ge verilerini  kullandiklar1 ¢ahsmada Ar-Ge’nin patent bagvurulari lizerinde istatistiki olarak
anlamli pozitif etkisinin oldugunu bulmuslardir fakat Ar-Ge’nin gecikmeli degerlerinde bu etkinin
farklilagtig1 tespit edimis; cari Ar-Ge ile gecikme degeri bes olan Ar-Ge’nin patent basvurulari
iizerindeki etkisi poztif ken gecikme degeri 1 - 5 arasmdaki Ar-Ge’nin patent basvurulari
iizerindeki etkisi diisiik ve negatiftir.

Hall, Griliches, ve Hausman (1986), 1975- 1979 yillar1 arasinda 642 Amerikan firmasma ait patent
ve Ar-Ge verilerini kullanarak cari Ar-Ge ve gecikmeli Ar-Ge degerlerinin patent tizerindek i
etkismi Dogrusal Olmayan EKK, Poisson, Negatif Bmom ve GMT regresyon modelleri ile test
etmiglerdir. Ekonometrik analiz sonuglarina gore Ar-Ge’nin patent iizerindeki etkisi eszamanli ve
giicli iken gecikmeli Ar-Ge faaliyetlerinin patent iizerindeki etkisinin istatistiki anlamlilig1
Kondo (1995), 1972 — 1984 yillar1 arasmda Japonya i¢in Ar-Ge harcamalar1 ile toplam patent
bagvuru sayis1 arasmda zaman gecikmesi iliskisini dogrusal regresyon modeli ile arastrdigi

201



Arastirma Ve Gelistirme Harcamalarmm Patent Basvuru Sayilan Uzerindeki Etkisi: Secili OECD Ulkeleri Uzerine
Bir Uygulama

calsmada toplam endiistri bazmda gecikmeli Ar-Ge harcamalarinin patent bagvurulari1 {izerinde
pozitif etkisini tespit etmistir.

Prodan (2005), 1981 — 2001 yillar1 arasmda segili OECD ve Merkezi Avrupa {ilkelerinde patent
bagvuru saylarmin Ar-Ge harcamalarmma Ozellkle 6zel kesim Ar-Ge harcamalarma bagmli olup
olmadigini incelemistir. Cahsma Ar-Ge harcamalar1 ile patent basvuru sayiar1 arasmda pozitif bir
liskinin oldugunu ve gelismis iilkelerdeki patent bagvuru saylarmin gayrisafi yurtici Ar-Ge
harcamalarindan ziyade daha cok 6zel kesim Ar-Ge harcamalarina bagh oldugunu gostermistir.
Finlandiya dignda tiim ilkelerde Ar-Ge harcamasi ile patent bagvuru sayisi arasmda zaman
gecikmesi analitik olarak bulunmustur.

Bosch, Lederman, ve Maloney (2005), 1976 — 2000 donemi verilerini kullanarak toplam 49
gelismis ve gelismekte olan iikke grubu i¢cin statikk ve dinamik panel veri analizini uyguladiklar1
calismada reel Ar-Ge harcamalarmin ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafindan verilen
patent sayis1 iizerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak anlamlidir.

Gurmu ve Sebastian (2008), 1982 — 1992 dénemi i¢in bagimli degisken olarak ABD imalat
sektoriindeki firmalara ait patent verisi ile agiklayict degisken olarak Ar-Ge harcamalar1 verisini
kullanarak iki faaliyet arasmndaki iliskiyi arastrmuslardir. Ekonometrik yontem olarak cesitli sayim
panel veri (count panel data) regresyon modelleri ve genellestirilmis tahmin denklemleri (GEE)
ile genellestirilmis momentler yontemini (GMM) kullanmiglardir. Ampirik analiz sonuglar1 farkl
tahmin yOontemlerine karst duyarh olmasina karsm sonuglar patent ve Ar-Ge harcamalari
arasindaki es zamanlh iliskinin oldukc¢a giicli oldugunu ve toplam Ar-Ge esnekliginin 0.4 ve 0.7
arasmda degistigini gosterir. Dolayisiyla bu degerler dlcege gore azalan getiriyi isaret eder.

Mercan, Goktas, ve Gomleksiz (2011), 2003 —2008 yillarin1 kapsayan 25 iike i¢in Avrupa Patent
Ofisi (EPO)’nden alnan patent kabul sayismin girisimci oranlari, hiikiimet, 6zel ve yiiksekdgretim
sektorii Ar-Ge harcamalar1 ve bu sektorlerdeki arastrmaci sayisi ile iliskisini panel veri analizi ile
test etmislerdir. Hem rassal hem de sabit etkiler modelleri kullanilarak yapilan parametre
tahminlerinde 6zel sektor ve yiksekdgretim tarafindan yapilan AR-GE harcamalarinin patent
saylar1 tizerindeki etkisi poztif iken kamu kesiminin yaptiZi AR-GE harcamalarinin patent
sayllar1 tlizerindeki etkisi negatif bulunmustur.

Caviggioli (2011), 1991 — 2005 donemi i¢in Japonya Patent Ofisinde yillikk yabanci patent
bagvurularinin sayisinin artmasmda Onemli rol oynayan olasi faktdrlerin bazilarin1 Negatif Binom
regresyon modeli ile degerlendirmeyi amacgladigi cahsmada Japonya Patent Ofisme basvuruda
bulunan iilkeler tarafindan gergeklestirilmis Ar-Ge harcamalarinin  Japonya Patent Ofisine
yaptiklar1 patent basvurulari tlizerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak anlamlidir.

Sanyal ve Vancauteren (2013), 1996 — 2006 donemi i¢in Hollanda’daki 673 ilag firmasina ait
USPTO ve EPO patent sayss1 ile Ar-Ge yogunlugu verilerini kullanarak Sifirla Sisirilmis Negatif
Binomlu modeli (ZINB) ile yapilan tahmin sonucunda Ar-Ge g¢alsmalarinin patent sayilari
iizerinde olumlu ve istatistiki olarak anlamli bir etkisinin olduguna ulasmislardir. Ekonometrik
analiz sonucunda elde edilen bu bulgu Ar-Ge ¢alsmalarinin yeni patentler iiretmede belirleyici bir
role sahip oldugunu kantlamistir.

Goger (2013), 1996 — 2012 doneminde yeni sanayilesmis iilkeler (Brezilya, Cin, Hindistan,
Endonezya, Malezya, Meksika, Giliney Afrika, Tayland, Tiirkiye) icin teknolojik ilerlemenin
belirleyicilerini arastrdigi caliymada teknolojik ilerleme gostergesi olarak yerh ve yabanci toplam
patent saywist verisini kullanmistir. Cahsmada kullanilan Pedroni Panel Egbiitiinlesme testi ile
toplam patent basvuru sayis1 ve Ar-ge harcamalarinin GSYIH igindeki payr arasmda uzun donemli
esbiitinlesme iliskisinin oldugu bulgusuna ulagilmistir. Esbiitlinlesme katsayillarmi tahmin etmek
icin kullanilan iki Asamali En Kiiciik Kareler yontemi Ar-Ge harcamalarindaki %1’k artism
panel genelinde teknolojik ilerlemeyi %2.023 oraninda artisa yol agtigini gostermistir.
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3. Ekonometrik Yontem

Bu ¢alismada Panel Otoregresif Dagilimli Gecikme (ARDL) modeline dayanan Pesaran ve Smith
(1995) tarafindan gelistirilen Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) ile Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
tarafindan gelistirilen Havuzlanmig Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yontemleri kullanilmuigtir.
Johansen (1995) ve Philipps ve Hansen (1990)’a gore sadece aym derecede biitiinlesik olan
degiskenler arasmda uzun donemli iliskinin olmasi miimkiin iken Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
panel ARDL yonteminin degiskenlerin I1(0) veya I(1) veya ikisinin birlikte olup olmadigina
bakmaksizin farkli biitlinlesme  derecesine sahip degiskenlerde dahi kullanilabilece gini
gostermistir. Dolayisiyla panel ARDL modeli birim kok testlerinin uygulanmasini  gereksiz
kimasma karsm bu yontem degiskenlerden herhangi birnin ikinci dereceden duragan olmama
kosulunu ise zorunlu kimaktadr (Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Birim kok testlerinin
kullanilmasmi gerekli gérmemesi ARDL modelinin 6nemli bir avantajidr. Bunun yannda, hem
kisa hem de uzun donem etkiler genis yatay kesit ve zaman serisi boyutlarma sahip bir veri setinde
aym anda tahmin edilebilir. Cahsmanin bu kisminda iki farkh tahmincinin temel 6zelliklerini daha
iyl anlayabilmek i¢in tahmin edicilere iliskin varsaymmlar sunulacaktir.

3.1 Ortalama Grup Tahmincisi (MGE)

MGE teknmigi her bir iilke i¢in ayr1 regresyon tahminlerinde bulunur ve Kkatsayilarin
agrliklandirilmamis ortalamasmi alarak katsayiar1 hesaplamaktadir. Bu tahminci ARDL teknigi
ile tahmin edilen parametreler iizerinde herhangi bir kisit koymamaktadir. Biitiin katsayilarin uzun
ve kisa donemde degismesine baska bir ifadeyle heterojen olmasma izin vermektedir. Pesaran ve
Smith (1995)’e gore MGE teknigi kullanilarak ortalamasi1 alman parametre tahminleri tutarhdir.
Omeklem says1 fazla oldugu durumlarda MGE yontemi etkin uzun donem tahmincileri
sunmaktadr. Diger bir ifadeyle bu yaklasimin gecerli ve tutarh olabilmesi i¢in gerekli kosul zaman
serisi boyutu ile yatay kesit boyutu (yaklasik 20 — 30 iilkke) yeterli diizeyde genis olmalidir
(Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Eger az sayida N varsa ortalama grup tahmincileri aykiri
degerlere (outliers) ve kiicik degismelere duyarh olacaktr (Favara, 2003).

3.2 Havuzlanmis Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE)

Bir diger kullanilan teknk PMGE ise sabit terimler, uzun donem dengeye gelme hizi ve hata
varyanslar1 dahil olmak tizere kisa donem katsaylarinin iilkeden {ilkeye heterojen olmasmma izin
verirken uzun donem egim katsayilar1 ise iilkkeler arasmda homojendir. Bununla birlikte Dinamik
En Kigiik Kareler (DOLS) ve Tam Degistirilmis En Kiigciik Kareler (FMOLS) gibi tahmin
yontemlerinden farkh olarak, PMGE yontemi uzun ve kisa donem arasmndaki ayarlama dinamigini
one ¢ikarmaktadr. Bu yontemin gecerli, tutarh ve etkin olabilmesi birkac sarta baghdw. Birinci
olarak, degiskenler arasmda uzun donemli iliskinin varli@i i¢in hata diizeltme terimi katsayisi
negatif olmali fakat -2’den kii¢iik olmamalidir. Ikinci olarak ARDL modelinin tutarhligi igin bir
diger Oonemli varsayim ise hata diizeltme modeli sonucunda elde edilen artiklar seri olarak iliskisiz
olmali ve aciklayic1 degiskenler dissal olarak ele alnmahdwr. Bu sartlar, bagimh (p) ve bagimsiz
degiskenler (q) icm ARDL (p, q) gecikmeleri hata diizeltme modeline dahil edilerek yerine
getirilebilir. Ugilincii olarak N ve T’nin nisbi biyikligii onemlidir; her ikisi de ortalama
tahmincilerde yanhliktan kagmmak i¢in dinamik panel teknigini kullanabilecek kadar fazla
olmalidir. Bu yiizden busartlar yerine getirilmedigi durumda PMGE yontemi kullanilarak yapilan
tahminler tutarsiz olacaktr (Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Fakat bununla birlikte artan
kiresellesme ve isbirliginden dolayt MGE’ye kiyasla PMGE’nin kullanilmas1 daha uygundur
(Erdem, Guloglu, & Nazlioglu, 2010).
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3.3 Model Se¢imi

Model kurma hususlarindan biri de alternatif modeller arasinda se¢im yapabiimektir. Uzun donem
parametrelerin - homojenlik testleri, olabilirlik oran testleri veya diger standart testlerin
kullanilmasiyla tek tek veya ortak bir sekilde uygulanabilir. Fakat Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
tilkeler arasi analiz cahsmalar1 oldugu durumlarda bu testlerin  homojenlik  hipotezini
reddedebilecegini  isaret etmektedir. Bu nedenle Hausman (1978) testini kullanmay1
Onermektedirler. Uzun donem homojenligi altmda PMGE ve MGE tutarh olmasma karsm sadece
PMGE etkindir. Bu yiizden Hausman (1978) testt MGE ve PMGE yontemleri arasmda se¢im
yapmak i¢in kullanilabilir (Erdem, Guloglu, & Nazlioglu, 2010).

Hausman testi bu tahminciler arasmda onemli bir farkhilik olup olmadigina bakmaktadr. Bu testin
bos hipotezi PMGE ve MGE arasndaki farkm olmadigidir. Eger sifir hipotezi reddedilemezse -
olasilk degeri %5 diizeyinde anlamlh degilse - PMGE etkin tahminci oldugu icin bunun
kullanilmas1 tavsiye edilir.

Bir diger onemli konu ise ARDL gecikme yapismin baz tutarh bilgi Olglitleriyle belirlenmesidir.
Bu ¢alsmada Akaike Bilgi Kriterine (AIC) dayanarak srasiyla patent bagvuru sayisi ve Ar-Ge
harcamalar1 i¢in gecikme yapist (1,1) olarak belirlenmistir.

3.4 Degiskenlerin Belirlenmesi

Toplam Ar-Ge harcamalarinin patent bagvuru sayis1 iizerindeki etkisini panel veri analizi yontemi
lle belirlenmesi amaclanan bu cahsmada Tirkiye’nin de dahil oldugu 23 OECD iikesine
(Avusturya, Belgika, Kanada, Cek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan,
Irlanda, Israil, italya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya,
Ispanya, Tiirkiye, Ingiltere, ABD) ait 1995-2013 dénemini kapsayan seriler kullanilarak
ekonometrik analiz yapimistir. Calgmada, diger 11 OECD iilkkesinin toplam Ar-Ge harcamalari
olmak tiizere belli yillara ait verilerine ulasilamadiglr icin bu iilkeler analiz dis1 brakilmistir.
Analize OECD iilkelerinin dahil edilmesinde benzer gelir grubundan meydana gelmeleri (Meksika
ve Tirkiye hari¢), Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde diinyada s6z sahibi olmalar1 ve son yirmi
yilda pek ¢ok OECD iiye iilkesi hiikiimetleri tarafindan movasyon ve ekonomik biiyiimeyi
desteklemek amaciyla iddiali arastrma ve gelistirme politikalar1 izlenmis olmasi etkili olmustur.

Parametre tahmininin saglamhihigini arttrmak i¢in panel veri analizi yeterli diizeyde O6rneklem
biiyiikligiine dayanmalidir. Bu ylizden ¢alsmada zaman araligi (19 yil) ve iilke sayis1 (23 OECD
iilkkesi) gbzlem sayismi (437) miimkiin oldugunca maksimum kilacak sekilde belirlenmistir

Inovasyonu neyin 6lctiigii literatiirde tartisma konusu olmustur fakat bircok ¢ahsma inovasyonu
Olcmek i¢in patent basvuru sayisi ve gayrisafi yurtici Ar-Ge harcamalar1 verilerini kullanmaktadir.
Literatiirdeki c¢ahsmalara benzer olacak sekilde bu ¢alismada damovasyon gostergesi olarak 2010
yih sabit fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamalari* ile ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ne
yapiimis faydali patent bagvuru sayist verileri kullanilmistir. Bununla birlikte patent bagvuru
verisini kullanmanm yarattig1 bir problem vardr; o da iikkeler arasmda patentleme siirecinin ayni
olmamasidir. Diger bir deyisle farkl iilkkeler patent vermede farkh yontemleri izler. Bu problemi
¢ozmek icin USPTO’dan elde edilen verilerden faydalanilmistir. Bununla birlikte ekonometrik
analizde USPTO tarafindan verilen faydali patent says1 yerine USPTO’ya yapimis olan faydali
patent bagvuru sayist verisinin kullanilmast daha uygun goriilmiistiir. Ciinkii patent veriimeden
Once patent siirecinin resmi olan veya olmayan gergeklesmesi gereken bir¢ok asamasi bulunmak ta
ve patentin verilebilmesi i¢in basvuru tarihinden itibaren gecen siire uzundur. Bu yiizden toplam
Ar-Ge yatrmlar1 ile USPTO tarafindan verilmis patent sayis1 arasmdaki iliskiyi analiz etmek hem
zor olacak olup hem de mantikli olmayacaktr (Kondo, 1999). Guo ve Wang (2013)’a gore ise

42010 yih sabit fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamalar verisi OECD veri tabanindan elde edilmistir.
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alman patent yerine patent basvurusu verisi {i¢ sebepten otiirii kullanilmaktadr. ik olarak alman
patent sayis1 patent basvurulariyla giicli lineer bir iliski gosterir ve patent basvurularinda igerilen
bilgi alman patentin icerdigi bilgiyi biiyikk dlciide kapsamaktadrr. ikinci olarak patent basvurulari
ile karsilastrildiginda, alman patentin bilgi bozulmasina (information distortion) neden olan daha
siddetli zaman gecikmesi Ozelligi mevcuttur. Son olarak patent bagvurulari ile verilen patent
arasindaki fark biiyikk Olciide patent basvurusuna konu olan olgunlasmamis teknolojiden, patent
basvurusundaki araci kurumlarin eksik islevi ve patent lisanslama otoritesinin diisiik etkinliginden
kaynakhdir. Piyasa araciarinin islevlerinin iyilestirilmesi ve ilgili devlet dairelerinin ¢aligma
verimliligi arttikga, bu fark azalacak ve patent bagvurularindan basarih sonuglar alnarak alinan
patent sayist da artiy gosterecektir.

4. Ekonometrik Bulgular

Cahsmanin bu kismunda oOncelikle Friedman, Frees ve Pesaran yatay kesit bagimlilig1 test sonuglar1
paylasilmistir. Akabinde ikinci nesil birim kok testlerinden Pesaran panel birim kok testine ait
bulgular verilmis ve degiskenler arasmda uzun donem iligkinin varhgmi tespit etmek i¢in
uygulanilan Westerlund Panel Esbiitinlesme testi ile PMGE ve MGE yontemlerine iliskin
sonuclar sunulmustur.

4.1. Yatay Kesit Bagimhihg1 Test Sonuclan

Panel veri modeli analizlerinde seriye belli bir sok geldiginde panel veride yer alan tiim yatay kesit
birimlerin ilgili soktan ayni derecede etkilenip etkilenmediginin aragtwrmasi yatay kesit bagimliligi
testleri ile yapilr (Un, 2015). Panel veri analizinde nem arz eden yatay kesit bagimlilig1 testlerini
uygulamadan Once serilerin zaman ve yatay-kesit boyutlarmin incelenmesi gereklidir. Panel veri
uygulamalarinda yatay kesit bagimliligin1 tahmin etmek i¢cin farkh yaklagimlar vardr. Yatay kesit
bagmliligi Breush - Pagan (1980) Lagrange Carpam (LM) Testi, Pesaran (2004), Friedman R
(1937) veya Frees (1995) Q istatistikleri ile arastirilabilir. Yalmzca Breush - Pagan (1980)
Lagrange Carpamt (LM) Testi sabit etkili modellerde yatay kesit bagmliligini arastrmak igin
kullanilirken diger yatay kesit bagmlilik testleri ise hem sabit hem rassal etkili modellerde
kullanilabilir.

Yatay kesit bagmliliginin arastrilmasida kullanilan Breush — Pagan (1980) LM istatistigi
uygulanabilmesi i¢gin T>N olmas1 gerekir. Friedman R (1937) testi ise panel boyutu N>T olmasi
durumunda uygulanabilecek bir testti. Frees (1995), karesi alnmis Spearman’mn swralama
korelasyon katsayisina dayanan hem sabit hem de rassal etkili modellerde kullanilabilecek bir

yatay kesit bagmlilik testi onermistir ve bu test N’in T’den biiyilkk olmasma izin verir. Pesaran
(2004) testi ise N>T kosulu altmda yatay kesit bagmlilig1 konusunda dikkate almabilir (Esen,
Zeren, & Simdi, 2015; Un, 2015).

Bu cahismada N=23 ve T=19 (N>T) oldugu i¢in birimler arasmda korelasyonu test etmede hem
sabit hem de rassal etkili modellere uygulanabilen Friedman (1937), Frees (1995) ile Pesaran
(2004) testlermin kullanilmas1 uygun goriilmiistiir.

Toplam Ar-Ge harcamalar1 ile patent bagvuru sayilar1 arasmdaki iligkinin incelendigi bu calismada
panel logaritmik - dogrusal regresyon modeli su sekilde yazlir:

Inpat;, = o+ B,Inrd;, + u;, Q)
t=1995, ..., 2013, &= Avusturya,..., ABD.

Modelde pat; USPTO’ya yapilan toplam faydah patent basvuru sayismi, rd; 2010 yii sabit
fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamalarmi gosterir. Hem sabit etkiler hem de rassal etkiler tahmincisi
yukarida belirtilen model i¢in kullanilmustir. Iki yontemle a ve [, parametreleri tahmin edildikten
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sonra cesith yatay kesit bagmlilik testleri uygulanmis ve onlara ait sonuglar Tablo 2°de
gosterilmektedir.

Tablo 2: Friedman, Frees, Pesaran Yatay Kesit Bagimliligi Test Sonuclart

Sabit Etkiler Tahmincisi

Test Istatistik Degeri Olasilik Degeri
Friedman 300.986 0.0000*
Frees 16.770 0.0000*
Pesaran CD 44,181 0.0000*

Rassal Etkiler Tahmincisi

Test Istatistik Degeri Olasihk Degeri
Friedman 300.986 0.0000*
Frees 16.770 0.0000*
Pesaran CD 44.215 0.0000*

Frees Q Dagilimm Kritik Degerleri
a=0.10: 0.1360
a=0.05: 0.1782

a=0.01: 0.2601

Not: %1 dnem diizeyinde istatistiki olarak anlamhilik * igsareti ile gdsterilmistir.

Tablo 2°de goriildiigii lizere Denklem (1) kullanilarak yapilan yatay kesit bagimlilik test sonuglar1
%1 anlamhlik diizeyinde yatay kesit bagmliliginin olmadigi bos hipotezini reddeder. Friedman,
Frees ve Pesaran yatay kesit bagimlilik test sonuclar1 yatay kesit birimleri arasmda giicli bir
iliskinin olduguna yonelk kanitlar1 sunar.

4.2 Panel Birim Kok Testi Sonuglan

Panel birim kok testleri birinci kusak ve ikinci kusak testler olmak {iizere iki gruba ayrilr. Birinci
kusak panel birim kok testleri arasmda yer alan Levin, Lin ve Chu (2002), Harris ve Tzavalis
(1999), Breitung (2000), Hadri (2000), Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999)
tarafindan gelistirilmis olan Fisher ADF ile Choi (2001) tarafindan Onerilen Fisher Phillips ve
Perron testleri yatay kesit birimler arasmda korelasyon olmadigini varsaymaktadir. Ikinci kusak
panel birim kok testleri arasmda yer alan Pesaran (2007), Bai ve Ng (2004), Phillips ve Sul (2003),
Moon ve Perron (2004) testleri ise yatay kesit birimler arasmda korelasyon oldugunu varsayar. Bu
ylizden yatay kesit birimler arasmda korelasyon oldugu tespit edildiginde ikinci kusak panel birim
kok testlerinin giicli daha ytiksek olacagl icin bu testlerin kullanilmas1 daha uygun olacaktir.
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Bu cahsmada 23 OECD iiye likelerinin Ar-Ge harcamalar1 ve patent bagvuru sayisi serileri
arasnda yatay kesit bagmliligi tespit edildigi icin ikinci nesil birim kok testlerinden Pesaran
(2007)’m gelistrmis oldugu test kullanilmistir. Tablo 3, Pesaran (2007) panel birim kok testme ait
sonuglar1 sunar.

Tablo 3: Pesaran Birim Kok Test Sonuclar

Pesaran (2007) Pesaran (2007)
(sabit) (sabit ve trendli)
CIPS Istatistik  Olasihik Degeri  CIPS Istatistik  Olasiik Degeri
Degeri Degeri
(Lnrd);, -0.748 1.000 -2.012 0.907
A(Lnrd),, -2.510 0.000* -2.806 0.007*
(Lnpat);, -0.326 1.000 -2.724 0.020**
A(Lnpat),, -3.440 0.000* - -

Not: %1 ve %5 onem diizeylerinde istatistiki olarak anlamlilik sirasiyla * ve ** isaretleri ile gosterilmistir.

Tablo 3’teki sonuglar incelendiginde sabit terimli Pesaran panel birim kok test sonuclarina gore
Ar-Ge ve patent serilerinin birinci farki alndigimda duraganlastigi goriilmektedir. Sabit ve trendli
Pesaran birim kok test sonuglar1 ise Ar-Ge serisinin birinci farkmda duragan oldugunu fakat patent
serisinin ise diizeyde duraganlastigini gostermektedir.

4.2. Panel Esbiitiinlesme Testi Sonuclan

Yalnizca sabit terimin dahil edildigi Pesaran birim kok testiyle serilerin ayni diizeyde biitiinlesik
(I(1)) oldugu tespit edildikten sonra yatay kesit bagmliligin1 dikkate alan ve dort adet istatistiki
testlerden olusan Westerlund (2007) Panel Esbiitiinlesme Testleri uygulanmistir. Bu testler igin
onclil ve ardil degerler bir olarak belirlenmistir. Jaunky (2011)’e gore onciil ve ardil degerlerin
cok yiiksek belirlenmesi diisiikk drnekleme sahip olundugunda testin giicliniin azalmasina neden
olabilir.

Yatay kesit birimler arasinda korelasyon tespit edildigi icin Tablo 4’te standart olasilik degerleri
yerine Ozg¢ikarim (bootstrap) testleri sonucunda elde edilen direngli olasilik degerleri (robust p-
values) gosterilir.
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Tablo 4: Westerlund Panel Esbiitiinlesme Test Sonuclar

Model: Inpat;, = a + B, Inrd; + u;,

Direncli Olasihik Degeri

Istatistik Istatistik Degeri (Robust P-value)
G, -2.672 0.000*
G, -11.262 0.000*
P, -7.962 1.000
p -4.267 1.000

a

Not: %1 dnem diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik * igsareti ile gdsterilmistir.

Tablo 4’teki sonuglar incelendiginde model i¢cin grup ortalama istatistikleri tarafindan sifir hipotezi
reddediimektedir. Sonu¢ olarak patent basvuru sayist — Ar-Ge harcamalar1 arasnda esbiitiinlesme
iliskisi mevcuttur.

4.3.PMGE, MGE ve Hausman Test Sonuclan

Degiskenler arasinda esbiitiinlesme iligkisi tespit edildikten sonra panel genelinde hem uzun hem
de kisa donem parametreleri tahmin etmek icin PMGE ve MGE yontemleri kullanilmigtir. Panel
ARDL modelinin gecikme saylarnin belirlenmesinde AIC’e gére secim yapimustir. iki model
arasmda hangisinin gegerli olduguna karar verebilmek i¢in Hausman testi uygulanmustir.

Cabsmada t = 1995,...,2013 ve i =1,2,3, ...,23 seklinde olup trendsiz hata diizeltme modeli
kurularak uzun ve kisa donem parametreleri tahmin edilmeye c¢ahsilmistir;

Aln(pat) = @, In(pat) ;,_, + B{In(rd);, + 25.’;11 AijAln(pat);,_; + Z;’;g 8 An(rd);,_; + &
)

Yukaridaki modellerde @, hata diizeltme parametresi anlaml ve negatif ise Ar-Ge harcamalar1 ile
patent basvuru sayis1 arasmda uzun donemli iliski vardw. Bununla birlikte hata diizeltme
parametresi serilerin birim koke sahip olmasindan dolay1 meydana gelen kisa donem sapmalarinin
bir sonraki donemde dengeye gelme hizini ifade eder (Tatoglu, 2013). B;ved;;, §;; ise srasiyla
uzun donem ve kisa donem parametrelerini belirtir. € hata terimi olup i ve t arasmda bagmmsiz bir
sekilde dagihm gosterir. Yukarda Denklem (2)’de gosteridigi sekilde tahmini yapilan
parametrelere ait sonuglar Tablo 5’te verilmektedir.
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Tablo 5: PMGE, MGE ve Hausman Test Sonuclar

PMGE YONTEMi
Model: ARDL (1, 1)

Aln(pat) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P > |z|
Lnrd 1.003978 0.0335299 29.94 0.000*
Hata diizeltme -0.2350114 0.0497538 -4.72 0.000*

Aln(rd)(—1) 0.1819215 0.26813 0.68 0.497
MGE YONTEMI

Model: ARDL (1, 1)

Aln(pat) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P> |z|
Lnrd 0.3211134 1.410521 0.23 0.820
Hata diizeltme -0.4043294 0.0554164 -7.30 0.000*

Aln(rd)(—1) -0.0028114 0.1959167 -0.01 0.989

Hausman Testi: prob > ki-kare= 0.6590

Not: %1 onem diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik * isareti ile gdsterilmistir.

Yukaridaki sonuglardan goriildiigii iizere Hausman test istatistiginin degeri ki-kare degerinden
biiylik ¢ikmustr. H, Hipotezi altnda “uzun donemde parametreler homojendir” seklindeki Onerme
reddedilmemistir ve bu kapsamda uzun donem parametrelerini tiim birimler i¢in sabit kabul eden
PMGE’nin gegerli olduguna karar verilmistir. Bu yiizden PMGE yontemi kullanilarak yapilan
parametre tahminleri yorumlanmigtir.

Sonuglar incelendiginde ise hata diizeltme parametresi (-0.235) negatif isaretli olup istatistiki
olarak anlamlidr. Bu uzun donemde Ar-Ge harcamalari ile patent bagvuru sayiari arasmda
liskinin oldugunu kantlar ve modelde meydana gelen sapmalarin veya degisimlerin yaklagik
%23’ bir sonraki donemde diizelerek uzun donem dengesine yaklasacaktr. Ayrica uzun dénem
toplam Ar-Ge harcamalar1 katsayisi pozitif olup istatistiki olarak anlamlidir fakat kisa donem
katsayis1 ise istatistiki olarak anlamli degildir. Sonu¢ olarak uzun donemde toplam Ar-Ge
harcamalarindaki %1’lk artiy patent basvuru sayilarinda %1°lk artisa sebep olur.

5. Sonug

Bu galsmada, movasyon girdisi Ar-Ge harcamalarinin inovasyon ¢iktisi patent bagvuru sayisi
tizerindeki etkisi 1995 - 2013 aras1 yillik verileri kullanilarak secili OECD iikeleri (Avusturya,
Belgika, Kanada, Cek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Irlanda, Israil,
Italya, Japonya, Giiney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Ispanya,
Tirkiye, Ingiltere, ABD) i¢in panel veri analiziyle arastrilnustir. Degiskenler arasmda uzun
donemli ilisgkinin varhg@i yatay kesit bagmliligmi dikkate alan ve dort adet istatistiki testlerden
olusan Westerlund (2007) Panel Esbiitiinlesme Testi uygulanarak arastmilmistr. Patent basvuru
saysmin bagmli Ar-Ge harcamalarmnin ise bagmsiz degisken oldugu modelde, grup ortalama
istatistikleri tarafindan %1 anlamlilik diizeyinde sifir hipotezi reddediimis ve patent bagvuru sayisi
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— Ar-Ge harcamalar1 arasmnda esbiitinlesme iligkisinin mevcut oldugu bulgusuna ulagilmistir.
Uzun ve kisa donem parametre tahmininde bulunmak i¢cin Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) ve
Havuzlanmis  Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yontemleri  kullanilmistir.  Ar-Ge
harcamalarinin kisa donemde patent bagvuru sayilar1 ilizerindeki etkisi poztif fakat istatistiki
olarak anlamli degildir. Ar- Ge faaliyetlerinin neticesinin (patent) almnmas1 uzun bir siire¢ olmas1
sebebiyle Ar - Ge faaliyetlerinin patent basvuru sayilar1 tizerindeki etkisi kisa donemde
yakalanamayabilir. Ar-Ge harcamalarinin patent bagvuru sayilar1 iizerindeki etkisi uzun donemde
pozitif ve istatistiki olarak anlamlidir. Ar-Ge harcamalar1 %] arttik¢a patent basvuru sayist uzun
donemde %1 orannda artmaktadr. Modeldeki hata diizeltme parametresinin negatif ve istatistik i
olarak anlamh ¢ikmasi degiskenler arasmda uzun donemli iliskinin olduguna isaret etmektedir.
Sonu¢ olarak cahgmada Ar-Ge patent bagimliligi modeli se¢ii OECD iilkeleri i¢cin gecerli olup
Ar-Ge'ye yapilan yatrmin movasyonu tesvik ederek patent bagvurularini arttrmaya devam
edecegi diistiniilmektedir.
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